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1. i) Dada f : R −→ R | f(x) = −x2+ 9 y la partición P = {0, 1, 3} del intervalo [0, 3],
calcula las sumas superior e inferior de Riemann de f asociadas a dicha partición.

(0.5 puntos)

ii) Dibuja e indica el interior, la clausura y el conjunto de los puntos de acumulación de

los siguientes subconjuntos de R2:

A = {(x, y) ∈ R2 | x2 + y2 ≤ 1, y > 0}.
B = {(x, y) ∈ R2 | y > x2} \ {(0, 1)}.
¿Cuáles son abiertos? ¿Cuáles son cerrados? (0.5 puntos)

iii) Supongamos que A es un subconjunto abierto de R2 y f : A −→ R es diferenciable

en a ∈ A. Si D(−1,1)f(a) = 1 y ∂f
∂y (a) = −1, calcula la matriz jacobiana y la diferencial

de f en a. (0.5 puntos)

2. Calcula:

i)
R√2/2−2
−2

√−x2 − 4x− 3dx. (0.75 puntos)
ii)
R

3x2+3x−1
(x2+2x+2)(x−1)dx. (0.75 puntos)

iii) Analiza el carácter de la integral impropia
R 2
1

x2
5√x3−2x2+xdx. (0.5 puntos)

3. i) Analiza la continuidad, existencia de derivadas direccionales, existencia de derivadas

parciales y diferenciabilidad de la función:

f : R2 −→ R tal que f(x, y) =


2xyp
x2 + y2

si (x, y) 6= (0, 0)

0 si (x, y) = (0, 0)

(1 punto)


